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Introducao

Guias de luz planares dopados com ions Er*
representam promissores materiais para aplicacao
em Optica integrada, em especial na preparacao de
amplificadores opticos com operag¢dao em 1550 nm.
Este trabalho descreve a preparacdo de filmes de
(100-x)Si0,-(x)ZrO, dopados com 0,01 e 0,3 mol%
de ions Er*" através da metodologia sol-gel e a
técnica de de dip-coating. As propriedades Opticas e
espectroscopicas foram avaliadas em funcdo da
composicdo e dos parametros experimentais,
tratamentos térmicos e composicao dos filmes.

Resultados e Discussao

Os guias de onda foram preparados a partir de sois
contendo razdo molar de Si/Zr de 90/10, 80/20 e
70/30 e dopagem de 0,01 e 0,3 mol % de ions Er*".
Os sois foram preparados segundo Gongalves et al.
[1], utilizando o precursor de zircénio ZrOCl,.8H,0.
Os filmes foram depositados por dip-coating em
substrato de silica. Apés cada camada os filmes
foram tratados por 30 segundos a 900°C. Os guias
foram entdo submetidos a um tratamento posterior a
900°C por tempos distintos, conforme a composicao
e numero de camadas. O numero de camadas foi
ajustado de maneira a obter um guia com espessura
e indice de refracdo adequados para a propagacéo
de um modo bem confinado no infravermelho
proximo.

Os filmes foram tratados a 900°C até densificar
totalmente a matriz. Foi observado para o sistema
contendo razdo molar de Si/Zr de 90/10 que a
densificacdo é atingida apdés 8 horas de tratamento
térmico; ja para o sistema 80/20 sdo necessarias 2
horas e finalmente para o sistema 70/30 apenas 5
minutos. A densificacdo foi acompanhada através
das propriedades opticas e espectroscopia Raman.
As propriedades Opticas foram obtidas através de
espectroscopia m-lines em trés  distitntos
comprimentos de onda, em 632,8nm, 543,5 nm e
1550nm. Os filmes apresentam indice de refracao
(h) em 632,8 nm de 1,498, 1,562 e 1,628 para 0s
sistema 90/10, 80/20 e 70/30 respectivamente. O
perfil de indice de refragdo revela uma excelente
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homegeneidade em toda profundidade do filme. Os
guias apresentaram ainda coeficiente de atenuacgéo
em 632,8 nm menor que 2 dB/cm.

Os filmes apresentaram luminescéncia na regido do
infravermelho proximo, com maximo de emissdo em
1532 nm e largura de banda de aproximadamente
28 nm, apls excitacdo em 980 nm Svide Figura 1).
Tempo de vida de estado excitado “l;3, de 8,0 ms
foi observado para os sistemas 80/20 e 70/30 e 7,0
ms para o sistema 9/10, dopados com 0,3 mol %
de fons Er**
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Figural. Espectros de luminescéncia dos guias
(100-x)SiO-(x) ZrO2: A) x=10, B) x=10, C) x=20 e D)
x=30, apos excitagdo em 980 nm.

Conclusdes |

Guias de luz de um sistema binario de (100-x)SiO,-
(X)ZrO, dopados com 0,01 e 0,3 mols% de ions Ert
foram preparados e caracterizados com técnicas
espectroscopicas. Os filmes apresentaram alta
potencialidade para aplicacdo em foténica.
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